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Aufgabenziele

» Die Aufgabe bestand darin, mit Hilfe eines
AFM insbesondere die Struktur von DNA
hoch aufgeldst zu analysieren und die kleine
und grol3e Furche zu vermessen.

e Untersuchungen von biolog. Proben mit
verschiedenen Scanmodi

* PrObenpraparation ZUur Messung und Schematische Durstellung gines TINA-
Optlm ieru ng Fadens mit Elemer und grolker Embuchiung
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Aufbau elnes Rasterkraftmikroskops

- Wechselwirkungen lassen sich durch ein modifiziertes L J-Pot.
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Messtechniken |

e Contact-Mode

iaf wird konstant
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Abb. 2.1 Mode konst. Kraft
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Abb. 2.2 Mode konst. Hohe
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Messtechniken |1

Eigenschaften Prinzip Vor- / Nachtelle
Hohe Amplitude, groRer _ ) a) g;;ur:e?“e Materialien
Spitze — Oberflache Abstand | samno0.%  \sertalschung der

(e cownewic  HOheninformation

AVET

Mica subsirete

Hohe Amplitude und
Kontakt zw. Spitze und
Oberflache am
Umkehrpunkt der
Schwingung

(g} Mercontacl snode

b) + gering wirkende Kréfte auf
Oberflache
- storende K ontaminationsschicht

Mica subsirale

Sehr kleine Amplitude,
kleiner Spitze — Oberflache
Abstand, wobei kein Kontakt
zw. Spitze und Probe, Spitze
bleibt in der

K ontami nationsschicht

113} Tapping mode

c) + bertihrungsfrel
+ héhere Auflosung as
im Non-Contact-Mode
- nur fUr Proben mit geringen
fe)Nearcontactmade Hohenunterschieden




Messtechniken |11

e Messung Iin Fllssigkelt Vibrating t
e zur Optimierung von Contact | :) Sarple, e.g. CNA
und Non-Contact Messungen ) e
irete EW
*Umgehen der
K ontami nationsschicht l besser

*Messung in physiologischer
Umgebung maoglich

Miza subsirete
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Experimentelle Durchfuhrung

* Praparieren von DNA
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Experimentelle Durchfthrung 11

e VVermessen von DNA

'mage

Heport

~ #  Distance Height
1 6.83 nm 0.300 nm
2 10.92 nm 0.306 nm
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Ergebnisse |

 |eider keine Grooves gesehen (Aufldsung)
Nenie | e

| 1.3 nm

T 1
0.0 1: Height 84.6 nm

TopoMetrix AFM (0,5nm)  Nanoscope AFM (< 0,2 nm)

* Probleme bel der Probenpraparation
(FI USS| g- M e%uﬂ@)/ensiebler.aax.de



Ergebnisse ||

* Vergleich von Non- und Near-Contact

Non-Contact Near-Contact
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Zusammenfassung und Ausblick

» Grooves nicht aufgel 0st vermutlich wegen:
— Rauschen
— Haftung DNA auf Substrat
— Scharfe der Spitzen
— ZU geringe Zeitdauer
— Gerédtetechnik

* Verbesserung der DNA Haftung an der Oberflache
e Optimieren der Messung in LAsung

o Testen weiterer Spitzen
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Vielen Dank fur I hre Aufmerksamkeit!
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Scanartefakte
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